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  自動デジタル絶縁耐圧試験器    型 式 ＨＭＰ－３００ＡＭ 

概 要 

本試験器は、自動絶縁耐圧試験器で、家電製品、モーター、トランス等の検査ライ 

ン用に安全設計されており、自動化ラインに必要な入出力を備え、絶縁抵抗試験、 

交流耐圧試験を高精度で自動的に測定、判別を行う事が出来ます。 

手動連続測定も行う事が出来ます。 

特 徴 

   絶縁抵抗部 

○ 手動連続測定、自動判定測定、測定パス機能も備えています。 

○ 測定値はデジタル表示です。 

○ 高圧出力部は、試験中以外は内部高圧リレーにより遮断されます。 

 

 

   交流耐圧部 

○ 手動連続測定、自動(タイマー設定時間)判定測定、測定パス機能も備えています。 

○ 高圧のＯＮ及びＯＦＦは、零点スイッチングですので、過度電圧の発生が無く、 

設定電圧以上の電圧が試料に掛かる事はありません。又、印加電圧も零電圧から 

スタートしますので、リーク電流も安定します。 

○ 不良漏れ電流の設定は、０～１０．０ｍＡ／０～１００ｍＡの全範囲を正確に設 

定出来ます。又、リーク電流はピーク値検出の実効値換算を行っています。 

○ 耐圧不良が起こった場合、高圧印加は半サイクル零点で確実に切れますので高圧 

遮断速度が速く、試料の破壊は最小限で済みます。 

○ 耐圧試験において、自動車等他の試験器と連動させ試験した時、高圧出力コード 

     切替リレーの接点等の漏れ電流を除去し実際値で測定判別が出来ます。 
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１．絶 縁 抵 抗 部 

    １．絶 縁 抵 抗 部 

     測定電圧設定範囲   ＤＣ５００Ｖ／１０００Ｖ ２レンジ切替 

     測 定 範 囲   ０．１ＭΩ～９９９．９ＭΩ（１０００ＭΩレンジ） 

                  １ＭΩ～９９９９ＭΩ（１０ＧΩレンジ） 

     指 示 計   デジタル表示 

               ＮＧ時は値をメモリー表示。リセットで解除 

 

     測 定 精 度   ±５％＋１digit 

     分 解 能   ０．１ＭΩ（１０００ＭΩレンジ）/１ＭΩ（１０ＧΩレンジ） 

     判 定 方 式   下限設定方式 

     Ｎ Ｇ 判 定 時   瞬時に出力を遮断しＮＧランプ点灯、ＮＧブザー鳴音、 

                接点信号出力 

     測 定 時 間   ４００ｍｓ～ ９９９９ｍｓ 

  ２．Ａ Ｃ 耐 圧 部 

     印加電圧設定範囲   ０～ＡＣ３０００Ｖ 

     出 力 容 量   ５００ＶＡ 

     漏れ電流設定範囲    

Ｕ－ＬＩＭＩＴ（上限）  ０．００１ｍＡ～９．９９９ｍＡ，  １０ｍＡレンジ 

          ２レンジ     ０．０１ｍＡ～９９．９９ｍＡ， １００ｍＡレンジ 

           

Ｃ－ＬＩＭＩＴ（下限）  ０．００１ｍＡ～９．９９９ｍＡ，  １０ｍＡレンジ 

          ２レンジ     ０．０１ｍＡ～９９．９９ｍＡ， １００ｍＡレンジ 

設定値以下はＮＧ判定します。（CONNECTION NG 試料がつながっていない不良） 

 

     電 流 計   デジタル表示 

                ＮＧ時は値をメモリー表示。リセットで解除 

 

     電 圧 計   デジタル表示 

ＮＧ時は値をメモリー表示。リセットで解除 

     試験時間設定範囲   ４００ｍｓ～ ９９９９ｍｓ   

 

         耐 圧 不 良 の 時   高圧印加は半サイクル零点で確実に切れ、高圧遮断速度 

                が速く、試料の破壊は最小限で済みます。 
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フロントパネル説明 

N
O
GO

OD Z
R
E
Z

UB

L H

START

HEL ＨＯＤＡＫＡ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ ＬＡＢＯ．ＬＴＤ

RESET

NO GOOD

ＫＥＹ ＢＯＡＲＤ

7

0

1 2 3

4 5 6

8 9 A/M

→← ENT

→

SET

CLA→

ＶＡＬＵＥ

ＲＡＴＩＮＧ １０．００

ＰＯＩＮＴ １－２

ＭＯＤＥ ＡＵＴＯ

ＳＴＥＰ １０.０００

０.０００

０.０００

POWER

READY

GOOD NG

LEAK

END

ＰＲＯＧＲＡＭ ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ

AUTO MANU

LEAK CURRENT

INSULATION

kV

mA

GΩ

１２３－ＡＢＣ

ＪＵＤＧＥ

ＩＴＥＭ ＩＮＳ

Ｌ－ＬＭＴ ０．１００Ｇ

ＲＡＮＧＥ １．０００Ｇ

ＶＯＬＴＡＧＥ５００Ｖ

ＴＩＭＥ １０００ｍ

CONN.

INT EXT

Ｉ＆Ｗ ＤＩＧＩＴＡＬ ＴＥＳＴＥＲ ＭＯＤＥＬ：ＨＭＰ－３００ＡＭ

PUN.INS.

⑧

⑦

⑥

⑤④

③ ② ①

CONT.SING.

ACP TEST VOLT

⑨

 

① 電源スイッチです。 

 

②

READY

GOOD NG

LEAK

END

ＰＲＯＧＲＡＭ ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ

AUTO MANU

CONN.

INT EXT

PUN.INS.

CONT.SING.

 各動作状態表示用ＬＥＤです。 

ＲＥＡＤＹ：待機 ＩＮＳ．：絶縁抵抗試験中 ＰＵＮ．：ＡＣ耐圧試験中 ＥＮＤ：終了 

ＧＯＯＤ：試験結果良 ＮＧ：絶縁抵抗不良 ＣＯＮＮ．：接続不良 ＬＥＡＫ：耐圧不良 

ＡＵＴＯ：自動試験 ＭＡＮＵ：手動試験 ＳＩＮＧ．：外部個別試験 ＣＯＮＴ．：連続試験    

ＩＮＴ：本器で製番呼び出し（メニュー画面で９．ソクテイを選択）。 ＥＸＴ：ＰＬＣから製番

を呼び出し（メニュー画面で８．ＥＸＴを選択）。 

 

③

ＶＡＬＵＥ

ＲＡＴＩＮＧ １０．００

ＰＯＩＮＴ １－２

ＭＯＤＥ ＡＵＴＯ

ＳＴＥＰ １

１２３－ＡＢＣ

ＪＵＤＧＥ

ＩＴＥＭ ＩＮＳ

Ｌ－ＬＭＴ ０．１００Ｇ

ＲＡＮＧＥ １．０００Ｇ

ＶＯＬＴＡＧＥ５００Ｖ

ＴＩＭＥ １０００ｍ

 ＬＣＤ表示器：設定値や良否判定等を表示します。 

④

ＫＥＹ ＢＯＡＲＤ

7

0

1 2 3

4 5 6

8 9 A/M

→← ENT

→

SET

CLA→

 キーボード：データ設定や保存データ呼び出しなどの操作を行います。 

⑤

START RESET

 試験スタート/リセットボタンです。 

 

⑥ ＡＣ耐圧試験電圧表示器です。 

⑦ ＡＣ耐圧試験の漏洩電流表示器です。⑧耐圧試験タイマー 

⑧ 絶縁抵抗試験の抵抗値表示器です。 

⑨

N
O
G

OO
D

Z
R
E
Z

UB

L H

NO GOOD

 総合ＮＧランプとブザー（音量調節付）です。 
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リアパネルの説明 

AC100V
50/60Hz

FUSE

5A

FUSE

1A

PLC

CONT

JUDG

POINT STEP

②① ③④⑤⑥⑦

H.V

GND

シールド端子（注意）

この端子には絶対に高圧を印加

（ショート）させないで下さい。

試験器内部が焼損します。

⑧⑨ ⑩

 

① 電源インレット：ＡＣ１００Ｖ ５０/６０Ｈｚ ５００ＶＡ 

② ＦＵＳＥ：５ＡはＨ．Ｖ出力回路用、１Ａは制御用です。 

③ ＣＯＮＴ．：外部制御用入力とＮＧ出力です。 

各入力は７番ピン（ＣＯＭｉｎ）とショートでＯＮ。 

各ＮＧ出力は出力ＯＮ時６番ピン（ＮＧ ＣＯＭｏ）とショートします。 

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

(アンフェノール14P)

1(A)
2(B)
4(C)
8(D)

(RESET)
(SINGLE)
(STOP)

絶縁抵抗不良出力(INS.NGo)
不良出力の共通ＣＯＭ(NG COMo)

(LEAK NGo)ＡＣ耐圧不良出力
(CONNECTION NGo)接続不良出力

入力信号の共通ＣＯＭ(COMin)

ＳＩＮＧＬＥ試験用
ＢＣＤコードで試験するステップを指定できます。

(START)

(非２４Ｖ）

CONT.

 

 

④ ＳＴＥＰ：測定ステップ信号です。 

測定しているステップ番号ピンがオープンコレクタでＯＮします。 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12(GND)

(1STEP)
(3STEP)

(5STEP)
(7STEP)
(9STEP)

(11STEP)
(13STEP)
(15STEP)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

(非２４Ｖ）

(2STEP)
(4STEP)

(6STEP)
(8STEP)
(10STEP)

(12STEP)
(14STEP)

(アンフェノール24P)

STEP

(非２４Ｖ)
(GND)
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⑤ ＰＯＩＮＴ：測定ポイント信号です。 

測定しているポイントがオープンコレクタでＯＮします。 

ポイント設定で１－２と設定した場合、１Ｈと２ＬがＯＮします。 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

(1H)

(2H)
(3H)

(4H)
(5H)
(6H)
(7H)

(1L)

(2L)
(3L)

(4L)
(5L)
(6L)
(7L)

POINT

(GND)
(非２４Ｖ）(非２４Ｖ)
(GND)

 

⑥ ＪＵＤＧ．：各ステップの合否判定信号です。 

各ステップのＧＯ／ＮＯ判定をオープンコレクタで出力します。 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

(アンフェノール14P)

(1s GO) (1s NG)

(2s GO)

(3s GO)
(4s GO)

(5s GO)

(6s GO)

(7s GO)
(8s GO)

(9s GO)

(10s GO)
(11s GO)

(12s GO)

(13s GO)

(14s GO)
(15s GO)

(2s NG)

(3s NG)
(4s NG)

(5s NG)

(6s NG)

(7s NG)
(8s NG)

(9s NG)

(10s NG)
(11s NG)

(12s NG)

(13s NG)

(14s NG)
(15s NG)

(TOTAL GO) (TOTAL NG)

(GND)
(非２４Ｖ） (非２４Ｖ）

(GND)

JUDG.

 

⑦ ＰＬＣ：ＰＬＣから製番が入力されると自動で切り替わります。 

    メニュー画面で８．ＥＸＴ（外部モード）になっているときに有効です。 

 

⑧ Ｈ．Ｖコネクタ：高電圧出力コネクタです。試料に接続します。 

 

⑨ ＧＮＤ端子：ＧＮＤ端子で試料のアース（コア）側に接続します。 

 

⑩ シールド端子：高圧ケーブルが長いくノイズの影響を受けやすい場合はシールド線のシールド 

       用に使用してください。 
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データ設定方法 

 

１．製番（データ名）を入力します。 

セイバン ニュウリョク

１．ニュウリョク

４．ヘンコウ

２．ケンサク ３．イチラン

５．サクジョ

７．データ セッテイ ８．ＥＸＴ． ９．ソクテイ

６．コピー

 

★キーボードの１を押しカーソルを１．ニュウリョクに移動させ、ＥＮＴ（選択）を押します。 

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬＭＮＯＰＱＲＳＴＵＶＷＸＹＺ －＋／＊．,＃＄％＆（）？

入力可能な文字

セイバン ニュウリョク

セイバン ヲ ニュウリョク シテクダサイ。

セイバン

 

★アルファベットや記号はキーボードの←→で移動させてＥＮＴを押して選択します。数字はテン

キーを押します。入力を終わりましたらＳＥＴ（決定）を押します。間違えた場合はＣＬＲを押し

て最初から入力し直して下さい。 

 

２．データ設定をします。 

セイバン ニュウリョク

選択した製番が表示されます。

１２３－ＡＢＣ

１．ニュウリョク

４．ヘンコウ

２．ケンサク ３．イチラン

５．サクジョ

７．データ セッテイ ８．ＥＸＴ． ９．ソクテイ

６．コピー

 

★キーボードの７を押しカーソルを７．データセッテイに移動させ、ＥＮＴ（選択）を押します。 

試験する総合ステップ

試験する製番

試験項目 ＩＮＳ：絶縁抵抗 ＡＣＰ：ＡＣ耐圧

１２３－ＡＢＣ

ＩＴＥＭ ＩＮＳ

ＳＴＥＰ ０

ＳＴＥＰ ＭＡＸ ０

Ｌ－ＬＭＴ ０．０００

ＲＡＮＧＥ ｍ

ＭＯＤＥ ＡＵＴＯ

ＶＯＬＴＡＧＥ ０Ｖ

ＴＩＭＥ ０ｍ

ＰＯＩＮＴ ０－０

 

★試験するＳＴＥＰ ＭＡＸ（総合ステップ数）を入力します。（絶縁抵抗試験１回とＡＣ耐圧試

験１回なら２を入力）入力後ＥＮＴを押します。 

★カーソルがＳＴＥＰに移動しますのでＳＴＥＰ １でＥＮＴを押します。一度入力していて、デ

ータを変更する場合は変更したいＳＴＥＰ番号を押します。 

 

★ＩＴＥＭ（試験項目）を選択します。ＩＮＳ絶縁抵抗の場合はＩＮＳでＥＮＴを押します。 

ＡＣ耐圧試験の場合はカーソルがＩＴＥＭのところでキーボードの→を押すとＡＣＰに換わります

のでＥＮＴを押すとＡＣ耐圧試験用設定画面になります。 
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絶縁抵抗試験用データ設定 

試験する総合ステップ

１２３－ＡＢＣ

Ｌ－ＬＭＴ ０．０００

ＭＯＤＥ ＡＵＴＯ

ＶＯＬＴＡＧＥ ０Ｖ

ＴＩＭＥ ０ｍ

レンジ １０００．０Ｍ １０．０００Ｇ

ＳＴＥＰ ＭＡＸ ２

ＳＴＥＰ １

測定レンジ １０００ＭΩ（１Ｍ～９．９９９ＭΩ）/１０．００ＧΩ（１Ｇ～１０ＧΩ）  

★ レンジを選択します。カーソルを測定レンジに合わせてＥＮＴを押します。 

ＳＴＥＰ １

１２３－ＡＢＣ

ＩＴＥＭ ＩＮＳ

試験するステップ番号

試験する項目 測定箇所

試験時間

試験設定電圧

ＭＯＤＥ ＡＵＴＯ

ＶＯＬＴＡＧＥ ５００Ｖ

ＴＩＭＥ １０００ｍ

ＰＯＩＮＴ １－２

測定レンジ

絶縁抵抗下限値

ＲＡＮＧＥ １０００．０Ｍ

Ｌ－ＬＭＴ １００Ｍ

ＳＴＥＰ ＭＡＸ ２

 

★ ＰＯＩＮＴを選択します。 

外部で測定ポイントの切替をしていない場合は設定不要です。０－０のままＥＮＴを押して下さ

い。 

外部切替をする場合はリアパネルの説明の⑤ＰＯＩＮＴコネクタを参照してください。 

 

★ ＶＯＬＴＡＧＥ（測定電圧）を設定します。５００／１０００Ｖでキーボードの←→で電圧を切

り替えます。決定後ＥＮＴを押して下さい。 

 

★ ＴＩＭＥ（試験時間）を入力します。（４００ｍｓ～９９９９ｍｓ）決定後ＥＮＴを押して下さ

い。 

 

★ Ｌ－ＬＭＴ（絶縁抵抗下限値）を入力します。決定後ＥＮＴを押します。 

測定値が設定値以下であれば絶縁不良と見なします。 
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ＡＣ耐圧試験用データ設定 

★ 設定するステップが２の場合はＳＴＥＰにカーソルを移動させテンキーで２を押してＥＮＴを          

  押して下さい。 

１２３－ＡＢＣ

ＪＵＤＧＥ

ＭＯＤＥ ＡＵＴＯ

レンジ １０．０００ｍ １００．００ｍ

測定レンジ１０ｍＡ（０．００１ｍ～９．９９９ｍＡ／１００ｍＡ（０．０１ｍ～９９．９９ｍＡ）

試験するステップ番号 ＳＴＥＰ ２ ＶＯＬＴＡＧＥ ０Ｖ

ＴＩＭＥ ０ｍ

ＳＴＥＰ ＭＡＸ ２

Ｕ－ＬＭＴ ０．０００

Ｃ－ＬＭＴ ０．０００

 
★ レンジを選択します。測定レンジをカーソルに合わせてＥＮＴを押して下さい。 

１２３－ＡＢＣ

試験するステップ番号

ＩＴＥＭ ＡＣＰ

漏洩電流の上限値

漏洩電流の下限値（接続不良設定用）

試験時間

試験設定電圧

ＭＯＤＥ ＡＵＴＯ

ＴＩＭＥ １０００ｍ

ＰＯＩＮＴ １－２

ＶＯＬＴＡＧＥ １８００Ｖ

ＲＡＮＧＥ １０．０００ｍ

Ｕ－ＬＭＴ ５．０００ｍ

Ｃ－ＬＭＴ １．０００ｍ

ＳＴＥＰ ＭＡＸ ２

試験する項目

ＳＴＥＰ ２

測定箇所

測定レンジ  

★ ＰＯＩＮＴを選択します。 

外部で測定ポイントの切替をしていない場合は設定不要です。０－０のままＥＮＴを押して下さ

い。 

外部切替をする場合はリアパネルの説明の⑤ＰＯＩＮＴコネクタを参照してください。 

 

★ ＶＯＬＴＡＧＥ（測定電圧）を入力します。０～３０００Ｖをキーボードのテンキーで入力して

下さい。決定後ＥＮＴを押して下さい。 

 

★ ＴＩＭＥ（試験時間）を入力します。（４００ｍｓ～９９９９ｍｓ）決定後ＥＮＴを押して下さ

い。 

 

★ Ｕ－ＬＭＴ（漏洩電流上限値）を入力します。決定後ＥＮＴを押します。 

試験した漏洩電流が設定値を超えたら耐圧不良と見なします。 

 

★ Ｃ－ＬＭＴ（接続不良下限値）を入力します。決定後ＥＮＴを押します。 

漏洩電流が入力した設定値以下であれば測定ケーブル、アースケーブルの接続不良と見なしま

す。 

★ 全てのステップの設定が終了するとＳＥＴを押して下さい。 

データ セッテイ

ソクテイ データ ヲ セイブ シマスカ？

ハイ イイエ

 

★ 入力したデータでよければ←→でハイを選択しＥＮＴを押して下さい。 

修正する場合や破棄する場合はイイエを選択して下さい。 
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保存されているデータの呼出し方法 

イチランの場合 

セイバン ニュウリョク

１．ニュウリョク

４．ヘンコウ

２．ケンサク ３．イチラン

５．サクジョ

７．データ セッテイ ８．ＥＸＴ． ９．ソクテイ

６．コピー

 

３．イチランを選択します。 

キーボードで３を押し、ＥＮＴを押す。又は←→↑↓でカーソルを３．イチランまで移動させＥＮ

Ｔを押します。 

 

１２３－ＡＢＣ

１２３－Ｂ

１２３－Ａ

１２３－Ｃ

保存されているデータの一覧を表示 

データ（製番）一覧が表示されたら必要な製番を選択して下さい。 

← → ↑ ↓ で カ ー ソ ル を 試 験 す る 製 番 に 移 動 さ せ Ｅ Ｎ Ｔ を 押 し ま す 。

セイバン ニュウリョク

１．ニュウリョク

４．ヘンコウ

２．ケンサク ３．イチラン

５．サクジョ

７．データ セッテイ ８．ＥＸＴ． ９．ソクテイ

６．コピー

１２３－ＡＢＣ

選択した製番が表示されます。

製番確認画面 

セイバンニュウリョクの隣に選択した製番が表示されますので確認後９．シュウリョウを選択、 

又は製番を外部ＰＬＣから呼び出す場合は必ず８．ＥＸＴを選択して下さい。８．ＥＸＴを選択し

た場合は製番が入力されるまでＬＣＤ画面にセイバン ノ セット マチが表示しています。 

 

絶縁抵抗試験画面               ＡＣ耐圧画面 

ＳＴＥＰ １

１２３－ＡＢＣ

ＩＴＥＭ ＩＮＳ

ＭＯＤＥ ＡＵＴＯ

ＶＯＬＴＡＧＥ ５００Ｖ

ＴＩＭＥ １０００ｍ

ＰＯＩＮＴ １－２ＲＡＮＧＥ １０００．０Ｍ

Ｌ－ＬＭＴ １００．０ＭＪＵＤＧＥ GOOD

ＶＡＬＵＥ ９９９９

測定値良否判定ＧＯＯＤ／ＮＧ

１２３－ＡＢＣ

ＩＴＥＭ ＡＣＰ

ＭＯＤＥ ＡＵＴＯ

ＴＩＭＥ １０００ｍ

ＰＯＩＮＴ １－２

ＶＯＬＴＡＧＥ １８００Ｖ

ＲＡＮＧＥ １０．０００ｍ

Ｕ－ＬＭＴ ５．０００ｍ

Ｃ－ＬＭＴ １．０００ｍ

ＳＴＥＰ ２

ＪＵＤＧＥ GOOD

ＶＡＬＵＥ ３．４５６

測定値良否判定ＧＯＯＤ／ＮＧ

 

上の画面になれば測定可能です。製番を確認しＳＴＡＲＴボタンを押すと測定開始します。 
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その他の機能 

各機能は先ず、元になる製番を呼び出してから選択して下さい。 

☆ ４．ヘンコウ：保存している製番名を変更できます。 

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬＭＮＯＰＱＲＳＴＵＶＷＸＹＺ －＋／＊．,＃＄％＆（）？

入力可能な文字

セイバン

セイバン ノ ヘンコウ １２３－ＡＢＣ

ヘンコウ スル セイバン ヲ ニュウリョク シテクダサイ。 ＳＥＴ

ハイ イイエ

１２３－ＡＢＣ ヲ ４５６－ＤＥＦ ニ

データ ノ ヘンコウ

ヘンコウ シマス。

 

変更する製番名を入力後、ＳＥＴを押し、対話式画面でハイを選択しＥＮＴを押すと変更されます。 

 

☆ ５．サクジョ：選択した保存している製番（データ）を削除します。 

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬＭＮＯＰＱＲＳＴＵＶＷＸＹＺ －＋／＊．,＃＄％＆（）？

入力可能な文字

セイバン

データ ノ サクジョ １２３－ＡＢＣ

サクジョ スル セイバン ヲ ニュウリョク シテクダサイ。 ＳＥＴ

ハイ イイエ

データ ノ サクジョ

１２３－ＡＢＣ ヲ サクジョ シマス。

 

削除する製番名を入力後、ＳＥＴを押し、対話式画面でハイを選択しＥＮＴを押すと変更されます。 

 

☆ ６．コピー：設定データをコピーして他の製番名を新しく作成します。 

同じデータの場合、データ作成の手間を省けます。 

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬＭＮＯＰＱＲＳＴＵＶＷＸＹＺ －＋／＊．,＃＄％＆（）？

入力可能な文字

セイバン

データ ノ コピー １２３－ＡＢＣ

コピー サキ ノ セイバン ヲ ニュウリョク シテクダサイ。

データ ノ コピー

ハイ イイエ

１２３－ＡＢＣ ヲ ４５６－ＤＥＦ ニ

コピー シマス。

ＳＥＴ

 

コピーする製番名を入力後ＳＥＴを押し、対話式画面でハイを選択しＥＮＴを押すと変更されます。 
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